
 

IEC 60747-5-3
Edition 1.1 2009-11

INTERNATIONAL 
STANDARD 
NORME 
INTERNATIONALE

Discrete semiconductor devices and integrated circuits – 
Part 5-3: Optoelectronic devices – Measuring methods 
 
Dispositifs discrets à semiconducteurs et circuits intégrés – 
Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques – Méthodes de mesure 
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